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Fig. 1 AlCoNi 近似結晶の b 軸(偽10回回転軸)入射で撮られた HAADFSTEM 像(a)と ABFSTEM 像(c)．(a)
から導かれた遷移金属(TM)原子および mixed site(MS)の配列(b)と，(c)から導かれた TM と Al 原子およ
び MS の配列(d)．(c), (d)は単位胞の一部を示した．
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収差補正 STEM による原子分解能イメージング

収差補正走査型透過電子顕微鏡による AlCoNi 近似結晶の構造解析
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収差補正走査型透過電子顕微鏡(STEM)の高い分

解能と，原子番号 Z の 2 乗に比例するコントラスト

を形成する highangle annular detector darkfield
(HAADF)像と Z の1/3乗のコントラストの annular
brightfield (ABF)像の両観察から，AlCoNi 2 次元

準結晶に関係した近似結晶の構造を解析したものであ

る(1)．Fig. 1 の HAADFSTEM 像(a)の輝点の配列

から，(b)に示した，b 軸方向に積層した A と B 原子

面の遷移金属(TM)原子とおよび Al と TM 原子の

mixed sites (MSs)の配列が導かれた．ABF 像(c)の
暗点の配列から，TM 原子と MSs および Al 原子の

配列(d)が導かれた．
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